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摘要(译)

提供一种用于超声诊断设备的探针，其用于对受试者进行测试。探头包
括形成探头外部的壳体，设置在壳体内部并产生超声波的压电物体，设
置在压电物体后表面上的吸声层，防止超声波被输送到压电物体的后
部，声匹配层通过使压电物体的声阻抗与物体的声阻抗相匹配而将产生
的超声波输送到物体，以及声透镜集中产生的超声波并将集中的超声波
辐射到受试者。
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